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Anotace:

Dizertacni prace se zaméruje na vyvoj metody pro predikci rozloZeni elektromagnetického pole,
zejména vyzarovani v okoli vyvojovych desek. Hlavnim cilem je vytvofit ndstroj pro pred-certifikacni
méreni, ktery umozni vyvojarim efektivnéji pripravit své produkty na oficidlni certifikaci.

V rdmci prace budou provadéna detailni méreni elektromagnetického pole kolem rlznych typl
vyvojovych desek. Ziskana data budou analyzovana za ucelem identifikace klicovych vzord a anomalii,
pficemz vysledky této analyzy poslouZzi k vytvoreni robustniho datasetu. Na zakladé téchto dat bude v
simula¢nim prostfedi navrzen matematicky model, ktery bude postupné zpresfiovdn. Do procesu
predikce bude integrovana uméla inteligence (Al), kterd bude trénovana na vytvoreném datasetu.
Cilem je prostfednictvim umélé inteligence predpovédét rozlozeni elektromagnetického pole u dalsich
typl vyvojovych desek s vysokou presnosti a spolehlivosti. Nasledné budou predikce ovéreny
srovnanim s redlnymi mérenimi a bude provedena fada testl k potvrzeni spolehlivosti vyvinuté
metody.

Vysledkem prace bude novd metoda méreni véetné jeji vypracovani podrobné dokumentace, popis
pouzitych technik a nastrojl a diskuse dosazenych vysledkl a moznych vylepseni. Pfinosem prace bude
snizeni naklad( a zvySeni efektivity pfi pripravé vyvojovych desek na certifikaci, coZ povede k vyssi
kvalité a spolehlivosti elektronickych zafizeni.
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